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Ementa: Espectroscopias UV-Vis, no infravermelho e Raman aplicadas a compostos 

inorgânicos; Técnicas de caracterização complementares: análises térmicas (TGA e DSC), 

difração de raios x (DRX), microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

microscopia eletrônica de transmissão (MET), microscopia por sonda (STM e AFM), 

técnicas de absorção de raios x: XPS, SAX, EXAFS e XANES. 
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